Аннотации учебных курсов магистерской программы 

«Инжиниринг в электронике»
Электронная компонентная база

(Авторы – д.т.н., проф. Петросянц К.О., к.т.н., проф. Харитонов И.А.)

Аннотация
Данный курс является адаптивным и направлен на изучение студентами состава и особенностей электронной компонентной базы различного функционального назначения и степени интеграции: компьютеров и периферии, средств коммуникаций, промышленной и потребительской электроники, автомобильной и аэрокосмической электроники и др. В результате освоения дисциплины студент узнает о составе, назначении, особенностях, современном состоянии и перспективах развития компонентной базы электроники, микро- и наноэлектроники.

Цель курса

Целями освоения дисциплины являются: 

- изучение передовых достижений, основных направлений, тенденций, перспектив и проблем развития современной элементной базы электроники, микро- и наноэлектроники; изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области электронной компонентной базы;
- формирование понимания места и значения элементов и компонентов электроники, микро- и наноэлектроники в современном мире, навыков оценки новизны исследований и разработок в области электронной компонентной базы.
Тематический план 

1. Состав электронной компонентной базы.

2. Дискретные электронные компоненты.

3. Интегральные схемы различной степени интеграции: микропроцессоры, схемы памяти и др.

4. Элементы силовой электроники. 
5. Элементы оптоэлектроники и фотоники.

6. Средства отображения информации.

7. Наноэлектронные компоненты, нанофотоника.

8. Электронная компонентная база специального назначения с повышенной температурной и радиационной стойкостью.

9. Печатные платы и печатные узлы.

10. Перспективы развития электронной компонентной базы, включая сверхпроводниковую наноэлектронику, органические светоизлучающие диоды и др. 

Литература
1. Базовые лекции по электронике (в 2-х томах). Сб. под ред. В.М. Пролейко,- Москва, Техносфера, 2009,- ч.1 - 400 стр., ч.2- 608 стр.

2. А.Н. Игнатьев, Н.Е. Фадеева, В.Л. Савиных . Классическая электроника и наноэлектроника (Учебное пособие) .- Москва, Флинта, 2009. – 728 стр. 

3. Мир электроники. Нано- и микросистемная техника. От исследований к разработкам. Сб. статей под ред. П.П. Мальцева. – Москва, Техносфера, 2005 г..- 590 стр.
Метрология и измерительная техника
(Автор: к.т.н., доц. Дмитриев А.В.)

Аннотация

Курс является адаптационным и направлен на получение знаний о роли, значимости и существующих проблемах теории измерений и метрологии в управлении и обеспечении качества продукции и услуг. В условиях активного вхождения нашего государства в мировую систему экономического и научно-технического сотрудничества, а также стремления к активному участию в международной торговле большую роль приобретают положения международных стандартов, определяющих, в частности, принципы оценки соответствия и обеспечения единства измерений. Особенно актуальна эта проблема в современных системах качества производства и системах управления окружающей средой.

Цель курса

Целью освоения дисциплины является ознакомление учащихся с основными положениями современной метрологии.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

· проводить анализ условий измерений;

· обрабатывать результаты измерений;

· адаптировать современные версии нормативных документов к конкретным условиям производства; разрабатывать системы обеспечения достоверности измерений в рамках систем качества; планировать постоянное улучшение метрологического обеспечения качества продукции, процессов и услуг;

· проводить анализ состояния и динамики метрологического и нормативного обеспечения производства, стандартизации и сертификации с использованием необходимых методов и средств анализа;

· использовать современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности.
Тематический план
1. Исторические основы становления и развития метрологии;
2. Правовые основы обеспечения единства измерений;
3. Формально-логические принципы  формирования образов действительности;
4. Математические основы теории шкал измерений;

5. Классификация шкал измерений;

6. Основы алгоритмической теории измерений;

7. Общие принципы построения систем единиц физических величин;
8. Эталоны и их воспроизведение;
9. Общие принципы моделирования измерительных систем;
10. Проектирование измерений и метрологических исследований.
Литература
1. Вышлов В.А., Артемьев Б.Г. Техническое регулирование: безопасность и качество. – М.: Стандартинформ, 2009. – 696 с.

2. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология: общая теория измерений – Спб.: Питер, 2010 – 192 с.
3. Г. Д. Крылова (3-е изд.перераб.и доп.). Основы стандартизации, сертификации, метрологии. Учебник для студентов вузов М.: ЮНИТИ, 2007. – 671 с.

4. Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение – М.: Стандартинформ, 2010 – 568 с.

5. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник – М.: Юрайт 2007, 399 с.

6. К.К. Ким, Г.Н. Анисимов. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника – Спб.: Питер 2006, 368 с. 

7. Я. М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. Метрология, стандартизация, сертификация (3-е изд. перераб.) – М.: Высшая школа, 2007

8. Артемьев Б.Г. Поверка и калибровка средств измерений – М.: Стандартинформ 2006, 408 с.

9. Б.Г. Артемьев, А.В. Дмитриев. Погрешность и неопределенность измерений М: МИЭМ, 2008. – 65 с.

Методы математического моделирования

(Автор: к.т.н., доцент Рябов Н. И.)

Аннотация

Данный курс включен в базовую часть цикла общих дисциплин направления подготовки магистров 1-го года обучения. Дисциплина посвящена изучению областей применения методов математического моделирования в области электроники, микро- и наноэлектроники. 

В результате изучения данного курса магистрант должен уметь адекватно ставить задачи исследования сложных микроэлектронных объектов на основе методов математического моделирования; осуществлять формализацию и алгоритмизацию функционирования исследуемой системы; выбирать класс модели и оптимизировать ее структуру в зависимости от поставленной задачи, свойств моделируемого объекта и условий проведения эксперимента; рассчитывать параметры и основные характеристики моделей любого из рассмотренных классов; а также владеть навыками выбора адекватных методов исследования моделей и принятия решений по результатам исследования моделей.

Цель курса

Целью курса является изучение основных идей и подходов, лежащих в основе современных методов математического моделирования физических явлений и процессов, в частности, в электронике, микро- и наноэлектронике, в том числе и с использованием современных ЭВМ.

Тематический план

1. Предмет и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Основные понятия и определения. Примеры.
2. Аналитические и имитационные модели.
3. Блочно-иерархический подход к проектированию, иерархические уровни проектирования.
4. Блочно-иерархическое проектирование и математические модели, иерархические уровни. Классификация математических моделей.
5. Математические модели на микроуровне. Общая формулировка основных физических законов. Уравнение теплопроводности. Уравнение диффузии. Уравнения электродинамики. Диффузионно-дрейфовая модель физики полупроводников.
6. Компонентные и топологические уравнения на макроуровне. Основные положения инвариантных методов моделирования. Электрические системы. Тепловые системы. Длинные линии.
7. Отличия аналитического и численного методов решения ОДУ. Особенности численного решения ОДУ.
8. Получение факторных макромоделей. Пассивный эксперимент. Регрессионный анализ. Активный эксперимент. Использование методов планирования эксперимента.

9. Математические модели на метауровне. Функциональное моделирование. Логическое моделирование.

10. Методы теории массового обслуживания. Представление объекта в виде системы массового обслуживания (СМО).

Литература
1. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие. М.: ЛОГОС, 2005.

2. Калиткин Н.Н. Численные методы. Учебное пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

3. Тарасевич Ю.Ю. Математическое и компьютерное моделирование. Вводный курс. Учебное пособие: , 2001.

4. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. Учебник для вузов. М.: МГТУ им. Баумана, 2001.
5. Норенков И. П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем: учебное пособие для втузов, 2-е изд. М. высш. шк., 1986, 304 с.

6. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учебное пособие для втузов, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана., 2009, – 430 [2] с.: ил. – («Информатика в техническом университете»).
Системный анализ в электронике
(Авторы: д.т.н., профессор Увайсов С.У., к.т.н., ст. преп. Иванов И.А.)

Аннотация

Учебный курс включен в базовую часть цикла общих дисциплин направления подготовки магистров 1-го года обучения. В ходе изучения дисциплины обучающийся должен получить четкие представления об истории развития и значении дисциплины, ее месте в современной науке и роли в решении практических задач.
Студент должен освоить методологию системного подхода, получить знания о показателях и критериях оценки сложных систем, основных элементах теории математического прогнозирования и идентификации систем, методах построения математических моделей сложных систем, выработать умения решать задачи анализа и моделирования сложных систем с помощью математических методов и применять методы качественного и количественного оценивания функционирования
и синтеза сложных систем.

Цель дисциплины 
Цель дисциплины состоит в изучении закономерностей функционирования и развития систем, современных подходов, методов и моделей теории систем и, на этой основе, выработать навыки системного мышления у студентов и подготовить их к решению практических задач анализа и синтеза сложных систем.

Тематический план

1. Принципы теории системного анализа;

2. Сложные системы и их свойства; 

3. Декомпозиция и агрегирование систем;

4. Этапы системного анализа;

5. Информационное обеспечение системного анализа;

6. Системное моделирование;

7. Принятие решений в сложных системах;

8. Математические методы в теории систем;

9. Модели оптимизации систем;

10. Модели принятия решений в сложных системах.
Литература
1. Антонов А.В. Системный анализ: Учебник для вузов. - 2-е изд., стереотип. - М.: Высшая школа, 2006. - 452 с.

2. Павлов С.Н. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие/ С.Н. Павлов; Министерство образования Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра автоматизированных систем управления. - Томск: ТМЦДО, 2003. - 134 с.

3. Основы системного анализа : Учебник / Феликс Иванович Перегудов, Феликс Петрович Тарасенко. - 3-е изд. - Томск : Издательство научно-технической литературы, 2001. - 390 с.

4. Системный анализ и принятие решений: словарь-справочник: учебное пособие для вузов/ ред. В.Н. Волкова, ред. В.Н. Козлов. - М.: Высшая школа, 2004. - 613 с.

5. Тимаков С.О. Теория систем и системный анализ: Учебно-методическое пособие; Министерство образования Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра автоматизированных систем управления. - Томск: ТМЦДО, 2003. - 35 с.
6. Шевченко Н.Ю. Моделирование систем: Учебное пособие; Министерство образования Российской Федерации, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Кафедра автоматизации обработки информации. - Томск: ТМЦДО, 2002. - 176 с.
Методология инновационного инженерного проектирования
(Автор: профессор Львов Б.Г.)
Аннотация

Данный курс включен в базовую часть цикла общих дисциплин направления подготовки магистров 1-го года обучения. Дисциплина посвящена изучению системного описания сложных технических объектов, проблемной ситуации и процессов проектирования на стадиях поисковых и прикладных исследований разработки электронной техники, методам инженерного творчества, многокритериального выбора технических решений в условиях неопределенности, выявления и разрешения противоречий в технических системах.
Цель курса

Целями дисциплины являются:

· формирование системного междисциплинарного мышления и самостоятельности при проектировании технических систем;

· развитие способности творческого мышления при проектировании новых эффективных технических решений и разрешении проблемных инженерных задач;
·  формирование способности принятия обоснованных технических решений в условиях неопределенности и недостаточности информации
Тематический план
1. Системная модель технической системы как объекта проектирования.

2. Системная модель функционирования технической системы.
3. Проблемная ситуация и цели проектирования.
4. Системная и логико-структурные модели творческого проектирования технической системы.

5. Методы инженерного творчества.

6. Методические основы многокритериального выбора элементной базы технических систем.

7. Методические основы выявления и разрешения противоречий при проектировании технических систем.
8. Методические основы синтеза творческих технических решений.
Литература

1. Дж. К. Джонс Методы проектирования. Пер. с англ. – М.: «Мир», 1986. – 328с.
2. Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт. Искусство системного мышления: Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 256 с.
3. Половинкин А. И., Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: Лань, 2007. – 368 с.
4. Уразаев В.Г. ТРИЗ в электронике -М.: Техносфера, 2006. - 320 с.
5. Микони С. В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив. - СПб.: Лань, 2009.
6. Львов Б.Г. Основы теории технических систем. Учебное пособие. – М.: МИЭМ, 1991. – 135 с.

7. Производство тонкопленочных структур в электронном машиностроении. Учебник в 2-х томах. / Александрова А.Т., Василенко Н.В, Ивашов Е.Н., Ковалев Л.К., Львов Б.Г., Суворинов А.В., Степанчиков С.В., Тихонов А.Н. М. Машиностроение.- 2006.
8. Розанов Л. Н. Вакуумная техника. Учебник. - М.: Высшая школа, 2007.
9. Берлин Е., Двинин С. Вакуумная технология и оборудование для нанесения и травления тонких пленок М.: Техносфера, 2007.
10. Вакуумная техника. Справочник. Под ред. Демихова К.Е. - М.: Машиностроение, 2009.

Физические основы микро- и наноэлектроники

(Автор: к.т.н., доцент Строганкова Н. И.)

Аннотация
Данный курс является базовым в вариативной части цикла подготовки магистров 2-го года обучения. Дисциплина посвящена изучению физики электронных процессов в вакууме, газах, твёрдых телах, на границах раздела сред и принципов построения и работы электронных приборов различного назначения.
Цель курса

Целями освоения дисциплины является создание студентов системного представления о роли физической электроники в развитии современной элементной базы электронных приборов. Это одна из основных теоретических дисциплин профиля, ибо без знания физики работы приборов невозможны сознательные и эффективные подходы к разработке и организации технологических процессов.
Тематический план 

1. Основы зонной теории твердых тел.

2. Статистика электронов и дырок в полупроводниках.

3. Неравновесные носители заряда в полупроводниках.

4. Механизмы рассеяния носителей заряда в полупроводниках

5. Кинетические явления в полупроводниках.

6. Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда в полупроводниках.

7. Диффузия и дрейф неравновесных носителей заряд.

8. Поверхностные явления в полупроводниках.
Литература
1. В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Полупроводниковые приборы. СПб.: Лань, 2003.

2. А.П. Лысенко. БИСПИН-новый прибор функциональной электроники. М. МИЭМ, 2002
3. Г.И.Епифанов, Ю.А.Мома. Твердотельная электроника. – М.: Высшая школа, 1986.

4. Шалимова К.В. Физика полупроводников. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

Проектирование и технология электронной компонентной базы
(Авторы – доц., к.т.н. Б.А. Лапшинов, проф., к.т.н. Харитонов И.А.
Аннотация
Данный курс включен в базовую часть профессионального цикла подготовки магистров 2-го года обучения и направлен на приобретение студентами знаний о методах расчета, проектирования, конструирования и модернизации электронной компонентной базы с учетом заданных требований и с использованием пакетов программ для проектирования; на изучение физических принципов и основных технологических процессах формирования структур приборов твердотельной электроники инаноэлектрники.

Цели курса

Целями освоения дисциплины "Проектирование и технология электронной компонентной базы" является формирования у студентов знаний о методах проектирования электронной компонентной базы современных и перспективных изделий микро- и наноэлектроники, назначении, физических принципах и методики выполнения основных технологических процессов производства приборов микро- и наноэлектроники

Тематический план 
1. Технологические особенности производства электронной компонентной базы.

2. Основные технологические процессы микроэлектронного производства.
3. Возможности, ограничения и перспективы развития литографических процессов.
4. Плазменные и плазмохимические процессы в технологии производства электронной компонентной базы.
5. Современные подходы к проектированию электронной компонентной базы.

6. Проектирование БИС на основе базовых матричных кристаллов (БМК).
7. Проектирование фрагментов аналоговых микросхем.
8. Перспективные направления развития элементной базы БИС и СБИС.
Литература
1. Королев М.А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: в 2 ч.\/ М.А. Королев, Т.Ю. Крупкина, М.А. Ревелева; под общей ред. Ю.А. Чаплыгина. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. Ч.1: Технологические процессы изготовления кремниевых интегральных схем и их моделирование. – 2007.

2. Киреев В.Ю. Введение в технологии микроэлектроники и наноэлектроники. – 2008.

3. В.Ю. Киреев, А.А. Столяров. Технологии микроэлектроники. Химическое осаждение из газовой фазы. – 2006.

4. Л.А. Коледов. Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок. - 2008.

5. Лапшинов Б.А. Технология литографических процессов. Учеб. пособ. М.: МИЭМ, 2011.

6. В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев  Электроника и микропроцессорная техника// М., Высшая школа, 2004 г., 790 стр.

7.  Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – М.: БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с.

8.  Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю. Моделирование работы цифровых устройств с помощью программы PSPICE// РИС МИЭМ, 2005.

Дополнительная литература

1.
Плазменные процессы в производстве изделий электронной техники. В 3-х т. Мн.: ФУАинформ, 2000.

2.
Попов В.Ф., Горин Ю.Н. Процессы и установки электронно-ионной технологии: Учеб. Пособие для вузов. М. : Высш.шк., 1988.

3.
Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств: Справочник. – М.: Радио и связь, 1991.

4.
Технология СБИС /Под ред. С.Зи. Т 1, 2. – М.: Мир, 1986.

5.
Бродуай И., Мерей Д. Физические основы микротехнологии. – М.: Мир, 1985.

6. А. Бухтев, Методы и средства проектирования систем на кристалле, // Chip News», 2003 №4.

7. Разевиг В.Д. Система проектирования ORCAD 9.2. // Москва, Солон-Р, 2003.

8. Горячкин Ю. В. Физико-топологическое моделирование в САПР ТСАД / Ю. В. Горячкин, С. А. Нестеров, Б. П. Сурин. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2006. 124 с. – (Учебники Мордовского университета).
Автоматизированные системы обеспечения надежности и качества радиоэлектронных средств
(автор: к.т.н., доцент Жаднов В.В.)

Аннотация 

Дисциплина «Автоматизированные системы обеспечения надежности и качества радиоэлектронных средств космических аппаратов» относится к вариативной части профессионального цикла и читается магистрантам 2 года обучения. На основе тории систем автоматизированного проектирования магистрантами изучаются основные принципы построения таких систем, методы математического моделирования физических процессов, протекающих в схемах и конструкциях радиоэлектронных средств космических аппаратов, а также автоматизированные системы обеспечения надежности и качества отечественных и зарубежных производителей.

Цель дисциплины

Целью дисциплины является получение углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, в области автоматизированных системы обеспечения надежности и качества радиоэлектронных средств космических аппаратов, их математического и информационного обеспечения и практических навыков их использования для решения научных и инженерных задач.

Тематический план

1. Классификация автоматизированных систем обеспечения надежности и качества

2. Основные методы анализа надежности и качества:

· анализ дерева неисправностей/дерева событий
· анализ структурной схемы надежности 

· марковский анализ
· статистические методы оценки надежности и качества
· анализ наихудшего случая
· анализ прочности и напряжений
· анализ конечных элементов
· анализ отчета об отказах и система корректирующих действий
3. Зарубежные автоматизированные системы обеспечения надежности и качества радиоэлектронных средств.

4. Российские автоматизированные системы обеспечения надежности и качества радиоэлектронных средств.

5. Автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА)

Литература

1. Лытышев П.Н. Каталог САПР. Программы и производители. 2011-2012 (3-е изд.). / - М: СОЛОН-ПРЕСС, (Серия «Системы проектирования»), 2011. - 736 с.

2. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с.: ил. - (Сер. Информатика в техническом университете).

3. Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. – М.: Высшая школа, 2000. - 479 с.

4. Жаднов В.В., Кофанов Ю.Н., Малютин Н.В. Автоматизация проектных исследований надёжности радиоэлектронной аппаратуры: Научное издание. - М.: Радио и связь, 2003. - 156 с.

5. Шалумов А.С., Кофанов Ю.Н., Жаднов В.В. Автоматизированная система АСОНИКА для проектирования высоконадежных радиоэлектронных средств на принципах CALS-технологий. т. 1. / Под ред. Ю.Н. Кофанова, Н.В. Малютина, А.С. Шалумова. - М.: Энергоатомиздат, 2007. - 538 с.

6. Жаднов В.В., Полесский С.Н., Якубов С.Э. Прогнозирование качества ЭВС при проектировании: учебное пособие. - М.: СИНЦ, 2009. - 191 с.

7. Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании теплонагруженных радиоэлектронных средств: учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 2012. - 464 с.

8. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. Издание второе, дополненное и переработанное. – СПб: СПбГУ, 2007.

9. Трушин С.И. Метод конечных элементов. Теория и задачи. - М.: Ассоциации строительных вузов, 2008. - 256 стр.

10. ГОСТы серии Р ИСО 10303 «Системы автоматизации производства и их интеграция».

11. ГОСТы серии Р 50779 «Статистические методы».

12. ГОСТы серии 34 «Информационные технологии».

13. ГОСТы серии 24 «Система технической документации на АСУ».

14. ГОСТ РВ 27.1.03-2005. Надёжность военной техники. Оценка и расчёт запасов в комплектах ЗИП.

15. РДВ 319.01.16-98. Радиоэлектронные системы военного назначения. Типовые методики оценки показателей безотказности и ремонтопригодности расчетно-экспериментальными методами.

Методы и средства измерения характеристик микроэлектронных приборов и элементов БИС

(Авторы – доц., к.т.н. Харитонов И.А., доц., к.т.н. Самбурский Л.М.)
Аннотация
Данный курс включен в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистров 2-го года обучения и направлен на приобретение студентами знаний о видах, методах и методиках измерений и испытаний изделий микро- и наноэлектроники, классификации средств измерения их характеристик.. Приведены устройство, принцип действия, характеристики и область применения электромеханических, электронных аналоговых и цифровых приборов, а также методы измерения электрических величин полупроводниковых изделий. Рассмотрены методы и методики измерений характеристик полупроводниковых приборов для целей определения параметров их математических моделей.
Цель курса

Цель курса заключается в формировании у студентов знаний и умений, необходимых для выбора, создания, внедрения и эксплуатации современных испытательных стендов, измерительных установок и систем, используемых при исследовании характеристик микро- и наноэлектронных изделий, оценке их соответствия установленным требованиям. Формировании умений измерять характеристики полупроводниковых приборов для целей определения параметров их математических моделей, используя автоматизированные средства измерений.
Тематический план 
1. Классификация измерений, методов и средств измерений.
2. Статические характеристики и параметры средств измерений.

3. Динамические характеристики и параметры средств измерений.

4. Погрешности измерений и характеристики средств измерений 
5. Методы измерений и используемое измерительное оборудование в электронике.

6. Измерение характеристик полупроводниковых элементов.

7. Измерение характеристик элементов больших интегральных схем.

8. Измерение характеристик полупроводниковых элементов для определения параметров и их моделей.
9. Автоматизированные измерительные системы.

Литература
1. С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учебное пособие / М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.

2. Харт, Х. Введение в измерительную технику / Х. Харт ; пер. с нем. – М. : Мир, 1999. – 391 с.

3. Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика : справочник / под ред. В.В. Клюева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Машиностроение, 2005. 656 с.

4. B1500A Анализатор полупроводниковых приборов. Agilent Technologies. Inc., 2004_2006 , www.home.agilent.com/agilent/
Неразрушающий контроль и диагностирование радиоэлектронных средств
(Автор: д.т.н., профессор Увайсов С.У., к.т.н., ст.преп. Иванов И.А.)

Аннотация

Данный курс включен в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистров 2-го года обучения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:
· основные направления технической диагностики;

· основные методы технической диагностики: распознавания и разделения в пространстве признаков;

· иметь представление об особенностях диагностирования различных объектов, используемых диагностических параметрах;

· основные методы и средства, используемые для неразрушающего контроля;

уметь:

· применять основные методы распознавания;

· применять основные методы разделения в пространстве признаков;

· использовать основные методы и средства неразрушающего контроля для решения практических задач;

владеть: 

· современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения задач неразрушающего контроля и диагностики;

· навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема новой информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций.

Цель курса:

· изучение теоретических основ технической диагностики: статистических методов распознавания и разделения в пространстве признаков, метрических и логических методов диагностики;
· способность применять для решения практических задач неразрушающего контроля и диагностики различные методы и средства неразрушающего контроля.

Тематический план

1. Общие вопросы разработки и применения средств неразрушающего контроля и диагностики ; 

2. Основы технической диагностики;

3. Методы и средства электрического контроля;

4. Методы и средства магнитного контроля;

5. Методы и средства вихретокового контроля;

6. Методы и средства радиоволнового контроля;

7. Методы и средства акустического контроля;

8. Методы и средства теплового контроля;

9. Методы и средства оптического контроля;

10. Методы и средства радиационного контроля;

11. Методы и средства контролепригодного проектирования.
Литература:

1. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. – 2-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2006
2. Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 2005. – 656 с.

3. Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.
4. Баранов А.В. Надежность и диагностика технологических систем. Рыбинск: РГАТА, 2006. - 138 с.

5. Каневский И.Н., Сальникова Е.Н. Неразрушающие методы контроля. ДВГТУ, 2007. - 243 с.

6. Машошин О.Ф. Диагностика авиационной техники (информационные основы). Учебное пособие. - М.: МГТУ ГА, 2007. – 141 с.

7. Сапожников В.В. и др. Основы технической диагностики. Учебное пособие М.: Маршрут, 2004. — 318 с.

Дополнительная литература

1. Гольдштейн А.Е. Физические основы измерительных преобразований: учебн. пособие Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 253 с.

2. Гольдштейн А.Е., Жуков В.К. Использование нестационарных по направлению магнитных полей для идентификации локальных электропроводящих объектов. – Томск: Печатная мануфактура, 2002.- 139 с.
Обеспечение электромагнитной совместимости и защита радиоэлектронных средств от внешних воздействий

(Автор: д.т.н., профессор Кечиев Л.Н.)

Аннотация

Дисциплина посвящена изучению основ обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) на межсистемном и внутрисистемном. Основное внимание уделяется вопросам конструирования аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. Изучаются типичные для космической аппаратуры источники помех, параметры помех, методы и средства защиты аппаратуры от электромагнитных воздействий. Определенное внимание уделяется изучению вопросов стандартизации и сертификации в области электромагнитной совместимости космической аппаратуры.

В результате изучения данного курса магистрант должен уметь адекватно ставить задачи исследования и разработки аппаратуры для перспективных космических радиоэлектронных средств, отвечающих требованиям электромагнитной совместимости на основе методов математического моделирования; осуществлять формализацию и алгоритмизацию функционирования исследуемой системы с учетом воздействия помех; выбирать методы защиты от помех в зависимости от поставленной задачи и свойств моделируемого объекта; рассчитывать параметры и основные характеристики средств защиты; а также владеть навыками выбора адекватных методов проведения испытаний и измерений в области ЭМС и принятия решений по результатам исследования моделей.

Цель курса

Подготовка студентов в области проектирования перспективной космической радиоэлектронной аппаратуры с учетом требований ЭМС.

Тематический план 

1. Проблема ЭМС космической аппаратуры. Межсистемная и внутрисистемная ЭМС. Источники и рецепторы помех, влияющие на функционирование космической аппаратуры. Стандартизация в области ЭМС.

2. Понятие целостности сигнала. Обеспечение целостности сигнала в межсоединениях радиоэлектронной аппаратуры на различных конструктивных уровнях: печатные платы, кабельные соединения. Модели для оценки целостности сигнала.

3. Особенности реализации межсоединений в космической аппаратуре. Пути прямых и возвратных токов. Полные сопротивления путей протекания токов в конструкция аппаратуры. 

4. Фильтрация как средство повышения помехозащищенности аппаратуры и снижения помехоэмиссии. Типы фильтров и особенности их расчета и применения. Заземление фильтров.

5. Электростатический разряд (ЭСР) как специфический деструктивный фактор электромагнитного характера для космической аппаратуры. Механизм возникновения и влияния на аппаратуру. Методы и средства повышения стойкости космической аппаратуры к воздействии. ЭСР.

6. Экранирование как средство обеспечения ЭМС. Типы экранов, структура электромагнитного поля. Выбор материалов для экранов. Методы расчета электростатических, магнитостатических и электродинамических экранов. Заземление экранов.

7. Методология проектирования аппаратуры, отвечающей требованиям ЭМС.
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Проектирование аналоговых и цифровых устройств

(Автор: д.т.н., профессор Петросянц К. О.)

Аннотация

Данный курс является базовым в вариативной части цикла подготовки магистров 1-го года обучения. Дисциплина посвящена изучению принципов, методов и средств проектирования аналоговых и цифровых электронных устройств. Наряду с описанием базовых концепций, важное место уделяется передовым направлениям в этой области, связанным с проектированием современных микро- и наноэлектронных устройств.

Цель курса
- изучение общей методологии и проектных процедур разработки аналоговых и цифровых устройств;

- изучение архитектуры САПР и типовых маршрутов и прикладного программного обеспечения для проектирования БИС и систем на кристалле (СнК) ведущих зарубежных компаний;

- формирование навыков и умений использования средств САПР и прикладного ПО для решения конкретных практических задач проектирования аналоговых и цифровых устройств.

Тематический план 

А. Аналоговые устройства

- особенности проектирования интегральных структур и приборов аналоговых БИС;

- базовые функциональные блоки аналоговых БИС (дифференциальные пары, источники тока, аналоговые ключи, компараторы, операционные усилители, источники опорного напряжения);

- сложные функциональные блоки (АЦП, ЦАП, активные фильтры, схемы фазовой подстройки частоты, генераторы и др.;

- особенности построения топологии.

Б. Цифровые устройства

- описание характеристик логических ячеек;

- разработка комбинационных логических элементов;

- разработка последовательных логических схем (триггеры, регистры и др.);

- проектирование запоминающих устройств и матричных структур;

- проектирование арифметических блоков.

В. Вопросы межсоединений и защиты аналоговых и цифровых БИС

- моделирование паразитных R, L, C цепей и связей;

- размещение элементов и узлов на пластине;

- защита от статического электричества, тиристорного эффекта, помех по цепям питания;

- масштабирование аналоговых и цифровых БИС.
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Компьютерные измерительные технологии

(Автор: ст. преп. Красивская М.И.)

Аннотация

Разработка современных технических средств измерений, контроля и испытаний связана со значительным объёмом обрабатываемой информации, большим количеством данных, представляемых в виде разнообразных типов информационных потоков, содержащих сведения о параметрах объектов, изучаемых или контролируемых в ходе научных исследований и производственных процессов. Во взаимосвязи все эти данные составляют сложную картину процессов, требующих специальных методов обработки на основе применения современных компьютерных средств. Инструментом такой обработки являются компьютерные измерительные технологии. 

Задачей изучения дисциплины является подготовка слушателей на уровне, необходимом для усвоения основ компьютерных измерительных технологий, приобретения навыков в применении современных аппаратных и программных средств с целью повышения эффективности метрологического обеспечения. Основная задача обучения: научить пользователя применять аппаратно-программные средства при проведении измерений, контроля, испытаний, управлении приборами, сбором, обработкой и отображением данных.

Цель курса

Целью изучения дисциплины «Компьютерные измерительные технологии» является приобретение знаний и практических навыков в области разработки и применения аппаратно-программного обеспечения, используемого для обработки различных видов информации в процессе эксплуатации автоматизированных измерительных систем, применяемых на различных стадиях образовательного процесса, научных исследований, производства изделий и экологического мониторинга. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

· проводить работы по автоматизации процессов измерений, испытаний и контроля в производстве и научных исследованиях;
· выбирать оптимальные контрольно-измерительные технологии при создании продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости и сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства; проводить оценку экономической эффективности обеспечения требуемого качества продукции, анализировать эффективность деятельности производственных подразделений;

· проводить моделирование процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием современных информационных технологий проектирования и проведения исследований; разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов и испытаний с анализом их результатов.
Тематический план

1. Введение в компьютерные измерительные технологии

2. Аппаратная основа КИТ

3. Интерфейсы приборно-модульных измерительных систем

4. Интерфейсы функционально-модульных измерительных систем

5. Сетевые технологии КИТ

6. Технологии сбора данных

7. Программное обеспечение КИТ
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Системы автоматизированого проектирования изделий микро- и наноэлектроники
(Авторы – к.т.н., доцент Харитонов И.А.)
Аннотация
Данный курс включен в вариативную часть профессионального цикла подготовки магистров 2-го года обучения. Дисциплина направлена на приобретение студентами знаний и опыта разработки изделий микро- и наноэлектроники с помощью систем автоматизированого проектирования. 
Цель курса состоит в 
- изучении принципов построения и работы современных систем автоматизированного проектирования электронной компонентной базы;

- изучении современных программных средств для автоматизированного проектирования и конструирования приборов, схем и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения;
- приобретение студентами практических знаний и опыта проектирования изделий микро- и наноэлектроники с помощью систем автоматизированого проектирования;

- вопросов применения современных пакетов САПР для проектирования элементной базы.

Тематический план 
1. Современные подходы к автоматизированному проектированию электронной компонентной базы.

2. Математические алгоритмы, используемые при автоматизированном проектировании.

3. Типовые маршруты проектирования больших интегральных схем и их элементов.

4. Уровни проектирования сверх больших интегральных схем.

5. Существующие современные системы автоматизированного проектирования изделий микро- и наноэлектроники.
6. Автоматизированное проектирование элементов схем.

7. Автоматизированное проектирование сверх больших интегральных схем
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